
บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสที่ทําการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส(Integrated

Circuit : IC) การทดสอบการทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสถือวาเปนกระบวนการสําคัญและ
เปนกระบวนการสุดทายในการทดสอบคุณภาพของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ผลิตขึ้น ซึ่งอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสทุกตัวตองผานการทดสอบการทํางานทุกหนาที่ของตัวอุปกรณอิเล็กทรอนิกสนั้นซึ่ง
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตัวที่ผานการทดสอบการทํางานจึงจะนําไปบรรจุสงใหลูกคาโดยการทดสอบ
การทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสนั้นจะใชเครื่องมือที่เรียกวา ATE (Automatic Test Equipment)
หรือที่เรียกวาเครื่อง Tester โดยที่เครื่อง Tester นั้นจะมีอุปกรณที่จําเปนตอการทดสอบการทํางาน
ของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและยังตองมีการโปรแกรมการทดสอบการทํางานใหตรงกับความสามารถ
ของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสนั้นๆ เพื่อใหเครื่องTesterสามารถแยกไดวาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตัวไหน
ดี ตัวไหนไมดี

โดยปญหาที่พบบอยคือจํานวนงานที่ผานการทดสอบที่ไดในแตละวันโดยรวมแลวไมได
ตรงกับที่ประมาณการไว ซึ่งสาเหตุหลักๆสวนใหญจะมาจากที่ระยะเวลาในการหยุดเครื่องนานเกิน
กวาการประมาณไวในแผนการผลิตซึ่งระยะเวลาในการหยุดเครื่องที่เกิดขึ้นสวนใหญจะมาจากระยะ
เวลาในการหยุดเครื่องที่เกิดจากเครื่อง Tester ไมสามารถทดสอบงานได กับระยะเวลาในการหยุดเครื่อง
ที่เกิดจากงานที่ผานการทดสอบแตไมไดตามที่ประเมินไว (low yield) ซึ่งปญหาดังกลาวอาจเกิดได
จากสาเหตุดังตอไปนี้

1. ปญหาที่เกิดขึ้นสวนใหญสามารถเกิดไดจากหลากหลายสาเหตุ ทําใหชางเสียเวลาใน
การพิสูจนอุปกรณหลายๆอยางในเครื่อง Tester

2. ประสบการณของชางแตละคนไมเทากันและไมมีระบบการสงตอขอมูลการซอมที่ดี
ระหวางชาง

3. ปญหาบางปญหาที่เกิดขึ้น ชางไมเคยเจอมากอนเลยไมรูวาจะเริ่มจากตรงไหน
4. ชางไมรูโครงสรางของการทํางานของโปรแกรมที่ใชในการทดสอบซึ่งอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสตางชนิดกันถึงแมจะทดสอบการทํางานแบบเดียวกัน แตก็ใชอุปกรณคนละอยางทํา
ใหชางบางครั้งแกไขปญหาผิดทาง
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5. ขาดการบันทึกที่ดีวาไดทําอะไรไปบางกอนที่วิศวกรจะเขาไปตรวจสอบ ทําใหบาง
ครั้งตองทําซ้ําซอนกัน

6. ชางไมไดรับอนุญาตใหทําการแกไขโปรแกรมการทดสอบ(Test program)
7. การเปลี่ยนหรือการสลับอุปกรณตองเสียเวลาในการโหลดโปรแกรมการทดสอบและ

เมื่อเกิดการสลับหรือเปลี่ยนผิดยิ่งทําใหเสียเวลามากขึ้น
8. ในการทดสอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกสจะทําการทดสอบทีละ 4 ตัวพรอมกัน โดยแต

ละตัวจะอยูที่ตําแหนง(site)ตางๆกันบนบอรดที่ใชทดสอบงาน ดังนั้นบางครั้งชางรูวาตองเปลี่ยน
อุปกรณอะไร แตไมรูวาอุปกรณนั้นใชกับงานที่ตําแหนง(site)อะไร ทําใหเกิดการเปลี่ยนอุปกรณผิด
ได

จากสาเหตุของปญหาของเวลาระยะเวลาในการหยุดเครื่องที่นานนั้น สามารถสรุปไดเปน
3 สวนใหญๆ คือ

1. ขาดระบบการจัดการที่ดีกับฐานขอมูลที่มีอยู คือไมมีการจัดเก็บกับวิธีการแกปญหาที่
เคยแกไขไดแลวอยางเปนระบบทําใหบางปญหาทั้งที่เคยเกิดขึ้นมาแลวแตชางบางคนไมรู ทําให
เสียเวลาในการหาวาเกิดจากอุปกรณอะไร นอกจากนี้การขาดการจัดการที่ดี ทําใหเวลาที่มีการตอชวง
การทํางานกันของชาง บางครั้งเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาด เชน ชางที่จะมาซอมตอ ไดยินวาชางชวง
เชาไดเปลี่ยนอุปกรณนั้นไปแลว ชางที่เขามาทําตอก็จะขามขั้นตอนนั้นไป ซึ่งจริงแลวชางชวงเชา
อาจจะยังไมไดเปลี่ยนอุปกรณนั้น

2. โครงสรางของโปรแกรมการทดสอบที่ซับซอนและมีความสําคัญอยางมากตอการ
ทดสอบตัวงาน ทําใหจึงตองจํากัดผูที่สามารถแกไขโปรแกรมการทดสอบใหใชไดเฉพาะวิศวกร
ดังนั้นเวลาเกิดปญหาใหมๆชางจะไมสามารถทําอะไรไดเลย ตองรอวิศวกรและนอกจากนี้บางทีตัว
วิศวกรเองยังตองใชเวลาอยางมากในการวิเคราะหหาปญหา เนื่องมาจากตัวโปรแกรมการทดสอบที่
ซับซอนและเพราะวามีหลายอุปกรณที่ใชงานกับทดสอบนั้นๆ ดังนั้นการที่จะหาสาเหตุวาปญหา
เกิดจากอุปกรณไหนในเครื่องTesterจึงเปนไปไดยาก

3. การเปดและปดเครื่องTester ในแตละครั้งเพื่อทําการเปลี่ยนอุปกรณที่สงสัย ตองเสีย
เวลาในการโหลดโปรแกรมการทดสอบอยางนอยครึ่งชม.ถึง 2 ชม. และนอกจากนี้เนี่องจากTester 1
เครื่อง สามารถทดสอบงานไดทีละ4 ตัวพรอมกัน ซึ่งหมายความวาอุปกรณชนิดเดียวกัน แตใชกับ
งานคนละตําแหนง(site) ดังนั้นถึงแมจะรูวาใชอุปกรณอะไร แตถาเปลี่ยนผิดตําแหนง(site) ก็ตอง
เสียเวลาปดและเปดเครื่องใหมอีกยิ่งทําใหเสียเวลามากขึ้นหรืออาจทําใหหลงทางไปเลยเพราะนึกวา
เปลี่ยนอุปกรณถูกแลวแตแกปญหาไมได
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จากปญหาดังกลาว จะเห็นวาถามีการจัดการกับวิธีการแกปญหาที่ใชวิธีการแกปญหา
แบบเดิม โดยอาคัยประสบการณของชางแตละคนมาเปนวิธีการแกปญหาแบบมีระบบฐานขอมูลที่
รวบรวมเอาวิธีการแกปญหาที่เคยเกิดขึ้นมากอน ผนวกกับระบบที่สามารถวิเคราะหปญหาที่ไมเคย
เกิดขึ้นมากอน และสามารถบันทึกลงฐานขอมูลโดยอัตโนมัติเพื่อใหชางที่ไมเคยเจอปญหานี้มากอน
สามารถคนหาได ปญหาอันเนี่องมาจากระยะเวลาที่ทําการหยุดเครื่องที่นานเกินที่สงผลกระทบตอ
การผลิตก็จะลดลง 

ดวยสาเหตุดังกลางขางตนและแนวคิดที่จะแกปญหาโดยอาศัยหลักในการแกปญหาที่เปน
ระบบและการจัดการกับระบบฐานขอมูลที่ดีจึงเกิดมาเปนวิทยานิพนธฉบับนี้ขึ้น โดยวิทยานิพนธฉบับ
นี้ไดนําเสนอถึงระบบที่ไดทําการพัฒนาขึ้นเพื่อทําการจัดการกับปญหาที่เกิดโดยรวบรวมเอาวิธีการแก
ปญหาตางๆที่เคยเกิดขึ้นมากอน นอกจากนี้ระบบนี้ยังสามารถวิเคราะหแนวทางในการปญหาที่ไมเคย
เกิดขึ้นมากอนแลวทําการบันทึกลง

1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย
1.2.1 ทําการออกแบบเขียนโปรแกรมที่สามารถวิเคราะหถึงปญหาที่เกิดขึ้นใน speed test function

ของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสcode 4490 ระหวางการทดสอบอันเนื่องมาจากอุปกรณหลักใน Tester
1.2.2 ลดระยะเวลาในการหยุดเครื่องเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทดสอบอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย
1.3.1 ระบบที่พัฒนาขึ้นนั้นจะใชกับปญหาสัดสวนของงานดีที่ผานการทดสอบต่ํากวามาตรฐาน

ใน speed test function ของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส code 4490
1.3.2 ระบบที่พัฒนาขึ้นนั้นจะใชกับปญหาที่เกิดจากการทดสอบงานมาตรฐานไมผาน
1.3.3 ออกแบบฐานขอมูลที่ใชเก็บขอมูลที่เคยเกิดขึ้นมากอนและยังไมเคยเกิดขึ้นกับ speed

test function ของ IC code 4490 speed test function ของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส code 4490
1.3.4 ออกแบบระบบที่สามารถเรียกใชฐานขอมูลได
1.3.5 ออกแบบระบบที่สามารถวิเคราะหปญหาที่เกิดกับ speed test function ของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

code 4490 ที่ยังไมมีในฐานขอมูล
1.3.6 ออกแบบระบบที่สามารถบันทึกถึงการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณใน Tester โดยอัตโนมัติ
1.3.7 ระยะเวลาในการหยุดเครื่องโดยรวมอันเนื่องมาจากปญหาที่เกิดระหวางการทดสอบอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสจะตองลดลงอยางนอย 5 - 10% จากเดิม
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1.3.8 ความสามารถในการวิเคราะหปญหาของระบบไมรวมถึงปญหาที่เกิดจากตัวงานเอง
1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1.4.1 ระยะเวลาในการหยุดเครื่องลดลง
1.4.2 ความรูความสามารถของชางจะสูงขึ้นและใกลเคียงกัน ทําใหไมมีปญหาในการสลับตัวชาง
1.4.3 สามารถนําระบบนี้ไปใชไดกับทุกโรงงานเซมิคอนดักเตอรที่ใชเครื่อง Tester รุนเดียวกัน
1.4.4 สามารถนําแนวคิดนี้ไปใชไดกับเครื่อง Tester รุนอื่นๆได

1.5 ขั้นตอนการวิจัย
1.5.1 ทําการเลือกชนิดงานที่จะใชในการวิจัย
1.5.2 ทําการเลือกฟงกชั่นการทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่จะใชในการวิจัย
1.5.3 รวบรวมประวัติปญหาตางๆของงานที่เกิดขึ้นเนื่องจากฟงกชั่นที่จะใชในการวิจัย พรอมทั้ง

วิธีการแกไขที่เคยทํามากอน
1.5.4 ทําฐานขอมูลโดยใชหลักการ WBS จากขอมูลที่รวบรวมได
1.5.5 ทําการวิเคราะหฟงกชั่นที่ใชในการวิจัย วาใชอุปกรณอะไรบาง
1.5.6 เขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธของแตละทดสอบกับอุปกรณที่ใชในฟงกชั่นนี้โดยที่

ฟงกชั่นที่จะใชในงานวิจัยนี้คือ Speed_Sort_Test Function ประกอบดวย test number 4300 ถึง
4325 โดยที่

Test#4300 – 4303 มีอุปกรณที่เกี่ยวของ ทั้งหมด6 บอรด(boards) ตองาน1ตัว
Test#4304 – 4313 มีอุปกรณที่เกี่ยวของ ทั้งหมด5 บอรด(boards) ตองาน1ตัว
Test#4314 – 4325 มีอุปกรณที่เกี่ยวของ ทั้งหมด5 บอรด(boards) ตองาน1ตัว

1.5.7 เขียนโปรแกรมเพื่อใชวิเคราะหความสัมพันธระหวางอุปกรณกับทดสอบตางๆ ในฟงกชั่นที่
ใชในการวิจัยตามแผนภาพที่รางขึ้น

1.5.8 ทดสอบโปรแกรมที่เขียนขึ้นโดยใสอุปกรณที่มีปญหาเขาไปในเครื่องแลวใหโปรแกรม
วิเคราะหวาปญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากอุปกรณอะไร

DPU
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1.6 ชวงเวลาของงานวิจัย

Month

ID Task Name Status
Nov 05 Dec 05 Jan 06 Feb 06 Mar 06 Apr 06

1 ทําการเลือกdevice ที่จะใชในการวิจัย Closed
2 ทําการเลือกfunction การทํางานของ IC ที่จะใชในการวิจัย Closed
3 รวบรวมประวัติการ low yield ของ device Closed
4 ทํา data base โดยใชหลักการ WBS Closed
5 ทําการวิเคราะหfunction ที่ใชในการวิจัย วาใช instrument อะไรบาง Closed
6 เขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธของแตละtest กับ instrument Closed

7
เขียนโปรแกรมเพื่อใชวิเคราะหความสัมพันธระหวางinstrument กับ 
test Closed

8 ทดสอบโปรแกรมที่เขียนขึ้นกับinstrument ที่รูวาเสีย Closed
9 เริ่มใชกับproduction line Closed
10 ทําการเก็บdata downtimeที่เกิดขึ้นใน production line Closed

DPU
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1.7 แผนผังแสดงขั้นตอนการวิจัย

งานlow yield เนื่องมาจาก
Speed Sort Test

Run งานStandard เปนปญหามาจากตัวงานเอง
ไมอยูในขอบเขตงานวิจัย

เขาสูขั้นตอนการวิจัย
1. ทําการบันทึกตําแหนงของอุปกรณหลัก(configuration)ของเครื่องTester
2. ตรวจสอบขอมูลในฐานขอมูลวาปญหาที่เกิดขึ้นนี้เคยเกิดมากอนหรือไม
3. ถามีในฐานขอมูลใหผูใชทําตามที่โปรแกรมแสดงผลการวิเคราะห
4. ทําการบันทึกตําแหนงของอุปกรณหลักของเครื่อง
5. ถาไมมีในฐานขอมูลโปรแกรมจะทําการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นวานาจะมาจากอุปกรณหลักอะไร
6. โปรแกรมจะแสดงผลการวิเคราะหพรอมบอกตําแหนงที่ควรจะเปลี่ยน
7. ทําการบันทึกตําแหนงของอุปกรณหลักของเครื่อง

Fail

PassDPU




